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1. Cristalografia Estrutural (teoria) 08
= Simetria de Ponto, periodicidade e rede
Ementa cristalina;

» Sistemas cristalinos e rede de Bravais;

= Rede reciproca e indices de Miller:

» Grupos de Espaco

2. Difracdo de Raios X (teoria / prética de 08/08
laboratorio)

» Producéo de raios X;

» Difracdo de raios X por planos
cristalograficos;

= Métodos de filme (rotacéo e precessao);

= Difratbmetro p/ amostras monocristalinas;

= Difratbmetro p/ amostras policristalinas.

3. Amostras Cristalinas (laborat6rio / pratica 09/12
com sofware) I

= Crescimento de amostras por solucdo
aquosa;

= Preparacdo de amostras para medicoes;

» Resolucdo e refinamento de estruturas
cristalinas.
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